OTOMATIK MOBIL PLATFORM

= DIN ISO 3497, DIN 50987 ve ASTM B568 standartlarina uygundur

= Buylk pargalar, diizensiz sekilli parcalar ve kiiglik pargalarin gok noktali testi igin

= Yakinlastirma teknolojisi ile donatiimis olup, 0'dan 70mm'ye kadar derinlige sahip
dlizensiz bilesenler yuzeylerin tahribatsiz test edilmesine olanak saglar,

= Yapay zeka goruntu tanima islevi ve ¢evrimici algilamaile donatilmis olup,

otomatik ve akillidir,

= Otomatik programlanabilir bir mobil platform ile donatiimis olup, otomatik buyik

numune gruplarinin tespiti icin kullanilabilir

= Cekirdek EFP algoritmasi 23 kaplama katmani, 24 elemanin eszamanl analizi

icin kullanilabilir

OZELLIKLER

elementel analiz araligi

Kaplama analizi algilama limiti
kaplama kalinhig araligi

Analiz siiresi

Dedektor

X-ray cihazi

Kolimator

En yakin 6l¢iim mesafesinde nokta yayilimi

Yakinlagtirma mesafesi

Ornek gozlem

Odaklama yontemi

Numune agsamasinin hareket modu

XY ekseninin hareket araligi

Z ekseni hareket araligi

Calisma ortami

Gii¢ kaynagi

Boyut (LxWxH)

Agirhk

STANDART TESLIMAT

<INSIZF>

OTOMATIK XRF KAPLAMA KALINLIGI OLCUM CiHAZI

XRF-FA350

&INSIZEY

Li(3)-U(92)

0,01um

0,01~80pm

0~40s

yuksek verimli oransal dedektor

microfocus gelismis 1sin tipu

@30,2mm

<10%

0~70mm

1/2,7" yakinlastirma islevine sahip renkli CCD

algilanamayan otomatik odaklama 6zelligine sahip ylksek hassasiyetli prob

otomatik yliksek hassasiyetli XY platformu

210%x230mm

145mm

15°C~30°C, <70%RH

AC110/220V, 50/60Hz, 150W

535x760x635mm

120kg

Ana linite 1 adet

OPSIYONEL AKSESUARLAR

Bilgisayar 1 set

Kaplama ¢ézeltisi 6lgiim kabi

Yazici 1 adet

Cozelti test membrani

Aksesuar ¢antasi 1 adet

Au standart levha

12 elemental tablet 1 set

Cr standart levha

Ni standart levha 1 adet

Cu standart levha

Ag standart levha 1 adet

Zn standart levha

XRF-PT230-MC
XRF-PT230-SF
MSS-P01
MSS-P02
MSS-P03
MSS-P04
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